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Projekt pt.: ,Wptyw techniki i barwy pomiaru na jako$¢ odwzorowania
powierzchni elektromagnetycznych””, nr PM-II/SP/0090/2024/02 przyjety

do finansowania w drodze konkursu na realizacje projektéw w ramach

programu pod nazwg Polska Metrologia II, ogtoszonego komunikatem

Ministra Edukacji i Nauki.

Okres realizacji projektu: 05.02.2024 r. - 04.02.2026 r.
Catkowita wartos¢ projektu: 794 325,40 zt

Wartos¢ dofinansowania z budzetu panstwa: 794 325,40 zi

Umowa podpisana w dniu 20.02.2024 r.

Projekt bedzie realizowany w ramach porozumienia o wspotpracy miedzy

Politechnikg Opolskg i Politechnika Poznanska.

Nowoczesne narzedzia pomiarowe, dedykowane do oceny struktury
geometrycznej powierzchni, koncentrujg sie i rozwijajg w kierunku
pomiaréw bezstykowych. Poznanie zaleznos$ci pomiedzy historycznie
udokumentowanymi i przyjetymi w przemysle technikami kontaktowymi,
a nowoczesnymi technikami bezstykowymi, w wiekszosci opartymi na
pomiarach wykorzystujgcych swiatto odbite, sq istotnym aspektem wiedzy

metrologicznej.

Bezstykowe metody badawcze pozwalajg na stosowanie szeregu technik i
metod pomiarowych. Do technik tych zaliczamy koherencyjng
interferometrie skaningowg, mikroskopie rdznicowania ogniskowego,
obrazowg mikroskopie konfokalng oraz metode Confocal Fusion (fuzji
konfokalnej, potaczenie techniki konfokalnej z technikg rdznicowania
ogniskowego). Wiekszos¢ z nich pozwala na wykorzystanie Swiatta z kilku

bazowych barw.



Wptyw barw na jakos¢ i wiarygodno$¢ odwzorowania powierzchni mierzonej
jest do dzis tematem niezbadanym i nieokreslonym w normach oceny
powierzchni. Przemyst oczekuje normatyw i wytycznych odnosnie
metodologii postepowania przy pomiarach powierzchni konstytuowanych w
roznych procesach technologicznych i z réznych materiatéw. Przykiadowo
trudno oceni¢ jakos¢ pomiarédw bezstykowych dla powierzchni
wytwarzanych metodami addytywnymi z materiatdow metalowych czy
tworzyw sztucznych. Nadal jeszcze pomiary stykowe sg bazowymi
pomiarami, ktore przyjmuje sie jako pomiary referencyjne. Znalezienie
korelacji pomiedzy wartosciami pomiaréw kontaktowych, a pomiarami
bezstykowymi, z uwzglednieniem wptywu barwy Swiatfa, jest istotnym
zadaniem badawczym do tej pory niedostatecznie opisanym w otwartej
literaturze. Wazne jest réwniez opracowanie wytycznych dla potrzeb
pomiaréw powierzchni generowanych w réznych procesach
technologicznych, aby ujednolici¢ i normalizowa¢ efekt pomiaru i ich

wiarygodnos¢ w realiach przemystowych i laboratoryjnych.



